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Challenges en production electronique

Réduction des délais de mise sur le marché
Augmentation du nombre de produits a tester
Complexité croissante (fonctionnalités)
Optimisation des performances de test

Convergence technologique
(RF, audio, vidéo, numérique...)
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Exigences communes en test automatise

. Architecture de test ouverte et flexible

Ne pas redévelopper le noyau d’exécution
Reutilisation de code

Maintenance simplifiée

Reéduction des temps de développement
Systeme performant
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Plate-forme National Instruments
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Role d’un gestionnaire de test

Composants d’un systeme de test :

Opérations différentes pour Opérations répétées pour
chaque unité a tester : chaque unité a tester :

e Calibration

« Configuration
« Acquisition

* Mesures

* Analyse

« Stratégie de test
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NI TestStand — Gestionnaire de test

/. TestStand - Sequence Editor [Edit]

Tools  Window  Help
= fabview %

Editeur de séquences

. Computer Motherboard Test Sequence.... | =

Steps: MairSequence -1
Name Desciption Step Seltings »
S Setwpld :
[ ] 1 r 48 Simulation Dislog Action, Compuler Sequence Simulation Dialog.vi
<8 Pass/Fal Test 45 Tum¥acuum Table On Ation, Vacuum On.i
o Tests unitaires a développer
23 Muliple Numeric Linit Test = Main[17]
9 StingValue Test 4 Powerup Test Pass/Fai Test, Powerup Testvi

il Action 23 If
& 3 Flow Control SBICPUTeR
B Sequence Cal CIROM Teat
S8 Statement - ElRAM Test

{Powerup Test: Result PassFal
Call CPU Testin <Curert File> Switch
Pass/Fai Test, ROM Testvi
Pass/Fai Test, RAM Testvi
- 45 Video Test Mumeric Limit Test, 0< x < 10. Video Test.vi -
© 45 Keyboard Test Mumeric Limit Test, # » 5. Keyboard Test vi
e ThisContest S equencsFaled
* B) CPU Diagnostics Call CPU Diagnosties in <Current File»

5 ROM Diagnostics Pass/Fal Test, AOM Diagnostics-vi

453 RAM Dizgnostics Pass/Fal Test, R&M Diagnostics.vi

ans son environnement favori

[ Message Popup
[ CallExecutable
Property Loader
&y FTPFiles

Precandtion, Load Option, Lirload Option
Precandition, Load Option, Urlosd Option
Precandtion, Load Optior, Urload Option

Y 4 [] [}
’ 23 Synchronization 48 Videa Disgnostics Mumeric Livit Test, & < 0, Video Diagnastics i Precondtion, Load Dption, Unlaad Option =

(3 Database T

= " Steps: MainSequence | Variables |

3 LabVIEW U 5% Step Settings for ROM Test -ax
Propeties [ Module | Diata Source s ~
FIOM Testyi > B
CAProgram TestStand & DemotLabVIEWA |

[ Show ¥l Front Panel when Called

enération de rapports ASCII,
TML/Web, XML, et ATML

7363 Stops Parameter Name Type In/Out | Defautt Value ROMFail
+ £ Variables FOMFail Boolean in [ LocasROMFai
# £ Sequences Fiesul Boolean StepResul PassFal

+ ermor out

<flrag Femplate Heres Container Step.Result Error

I
|
|
i
<No V| description present> }
|
I ;
|
|
|

9% Insertion Pa_ | B Windows

User: administratar

i '\.:VA Step Settings | =] Outpur
1 5tep Selected [3]

Model: Sequentialbiodel Seq [Humber of Steps: 20
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laison bases de données

LT Disanostes
45 RaM Dizgriostics
43 video Diagnostics

| #8 Kepboard Diagrostics

S e e e
Pass/Fail Test. M Diagnosiics.vi
Kumeric Lt Test, # < 0, Vidso Dia
Pase/Fail Test. Kepboard Diagnostic

TTEConaor, Losa Uoter, UTead eun
Precantion, Load Dption, Unlsad Option
Precantion, Load Dption, Unlsad Option
Precondition, Load Option. Unload Oplion

¢ End
~ Else
Fowerup Diagnastics Numetic:Limi: Test, Na Camparizan, ... Load Option, Unload Option
% End |
<End Group>
& Cleanup (1) B
Name Value Type & call stack Entry Thread
’ ’ , = B Locals FMainSequence - Main (Computer... | | <SMainGequence - Main
+ [5] Resulist Burayof & single Pass - Man (SequentiaMo, .
i) PowerFal False | Boclean
[ilf) CPUFai Falss ¥ Boclean
e rve r i) ROMFail False ~| Boclean
< | PRl B 3L | 3

NiDays

Conférence mondials
de Finstrumentation virtuelle

Le 2 février 2010, Paris

User. administrator

Fizsume

| [ Teminste Execuion |

Model. Sequenfiahodel Seq

[1Test Selected (4]

[Number of Tests 20|
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NIl TestStand : Architecture

Edition Interface
Exécution opérateur

API NI TestStand
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NIl TestStand : Architecture

Interface
opérateur

* Plus qu'un simple

sequenceur API NI TestStand
* Un veritable environnement LS @ DB
, variables partagees
de développement de tests
automatisés =‘ Rapports

Prppriétés P[opriétés P[opriétés P[opriétés P[opriétés
Etape 1 Etape2 | Etape3 | Etape4 | Etape5

Test Test Test Test Test
Module Module Module Module Module Exécution
Etape 1 } Etape2 @ Etape 3 @ Etape 4 @ Etape 5

Modeéles de processus

Séquentiel Parallele par Lot

INSTRUMENTS
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NI TestStand : Exemples de réalisations

* Banc de test armoire
egvle SODIMAS : Banc de test SDE
ascenceur Mesvlog anc de tes

* Initialement prévu B — Con e
Logout TestUnit #1 Test, Tensions = 24¥DC, TOWDC, 230VAC, <M. Relais = 000100010 01000710071 100007 0000000
sous LabVIEW B

ﬁni; n2 Test. Tensions = <NC>_ 10WDC. 230AC, <NC... Relai = 00031010 01000107 017110001 00000010
d
* Un seul StepType T [
r r’ [} If> Resultat du tes!
generlque Quitter | Entrées / Sorties Digita

° Création Séquences T.ﬂ . PoDE . iﬁ%?“m
Cl eln 1% - 1040 910048 12 13 14 15 16 - mﬂ =
par un technicien g SN [ESEm—— ;
Etape Suivante | vl —— I'I".lGE-IQ"s: 212228 .'z4| fgﬁgg: cwde[ 1/ 3

Etape Out | ' “ A0GVAC 25 2627 28 29830 31 82 !
[([TTTITT] et e mesee

76 [l Edeme
Agilent 34970A A
Voyants Interface raccordement | Controle 4 02voc
- o | e
el wdez] 0 ll = L,
=

|Utibeateur: Mesulog |Mombve détapes: 3 |
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NI TestStand : Exemples de réalisations

Eile Execute Debug Configure Tools

Help

ATP Bench O tor Interf; e
enc perator Interrace o2jog o7
]
* Ban roaul
— Product under Test — Test Statistics — — Status — Positions HElEn T TRt tat
Class Type e Calibration Waiting Detected i Gkt atus
] -
communicants = _al==3a | [y | = e ——
Technical Reference EANIE e e Maintenance ZyPre-Funck, Test Ll N
: =
. y |6240808 | 3603940002881 | o heREn oK 3) Funct, Test =
i 8
Systemes d’alarme Enimtici e Entmiiet ot 4 s T ——
[ I
| owzo18000A | | |
[— S)Packaging Test Ll
“iork Order Quantity - 6) Scale s =
' | [ | |
« Testeur fonctionnel et - cctonsanes
— Action Waiting Detected
— Container
R Assembly ol
b Products 0 Furickest [R——— ]
. - Step detail
[ siglePass | [ Testuurs o s [ Fiabilty e
P4
* 3 unités sous test en
IAdm\nistratDr | iEE-\_'festBench\Eommon\Sequen:e\Sequencel.seq

parallele
» Base de données :

Step
[J) Lacko
E ==> Agsembly Test
E_}] »> Evacuation Ramp Assembly
] Unlacko
[..; IF Aussembly Test FAIL

Lock

Dezcription
Acquire(FileGlobals. Lock]
Call Assembly_Test in <Current Filex

Call Evacuation Ramp Assembl_y in <Curent File»

Releaze(FileGlobals.Lock0]
Goto <End Groups
A_cqulre[Fl\eGIuba\s.LDcH ]

Flow Properties

Precondition

Precondition, Post

@ Handler Lack Call Handler] Lock. in <Current File> Past Action
. . Leck2 AcaquirefFileGlabals Lock2)
ro d u It CO n fI b a n C Handlerl Unlock Call Handler] Unlack in < Cumert Files
) . ) [ Read 20_Label Call Fead 2D_Label in <Curment Files. Precondition
r E_}] SafetyBox Lock Call SafetyBox Lock in <Cunent File>
H Unlack1 Releaze(FileGlobals.Lock1]
reS u | tats B ==> Functional Test Call Functional_Test in <Curent File>
B Lock3 ACQUI[E[FI‘EG|Db‘a‘S.LDCK3] i
@ SafetyBax Unlack Call SafetyBax Unlack in <Current File>
N ’ y . > Eva!:ualinn Ramp FunctT est Call Evaquatin_n Ramp FunctTest in <Current File> Precondition
. V d @] Unlock2 Release[FileGlobals.Lock2]
I e 0 S a I e [,y I Functional Test FAIL Goto Unlock3 Precondition, Post
@ Handlerz Lock Call HandlerZ Lock. in <Current File>

HandlerZ Unlock
= F'aclfaging Test

Call Handler2 Unlock. in <Curent File»
Call Packaging_Test in <Curent File»

@ »» Evacuation Ramp Packaging E_all Eacuation Ramp F'ackagln_g in <Current File> F_'[EC_UI’]dIUUH
@ Scale Increment Call Seale Increment in < Current Files Paost Expression
1 Scale Frint Lot Label Call Scals Print Lot Label in < Current File: Precondition

Sequence Descripkion:

Generic Sequencer 2. 2.0.70131

User: administrator

|Murnber of Tests: 25

;Model: ParallelModel seq ?No Tests Selected

NiDays
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NI TestStand : Exemples de réalisations

Ele “iew Execute Debug Configure Help

Mesvlog~ RAMSES TestBench RADI AL]_@
* Banc de test

Ma i Tirie £l Cycle Time Sptions c Tok I
COI ' " I |utateu rS R F S Yoac0  [o03s8 [ 57i- [ om: [ =00/ =00
[
Date & T
13/11/2008 02:33 I Iﬂﬂl II "Jr.‘.am| 01/11/2008 00:00 | 2944
g s
* 32 unités sous test en
Interface 1 | Interface 2 | HFResist | pHFResist | TLMResist | [TLM Resist | PU Yoltage i-Dovmtaga | Act. current | Siaitching tme: |
\
pa ra | | e | e SPDT I SPDT SMA 3GHz Failsafe 12 TTL
) 30.0m
cne[
! —_— 2R a0~
* Instrumentation T Ewe
Batch ; 0810797136
2 24.0m -
. Ref : RS70423030
modulaire PXI
3 Ref:RS70423030 —
Batch : 0810797136
4 Ref: RE7423060 LT
Batch : 0810797136 it
5 .
Ref : RS70423030 -
Batch 1 0810797136 L0
6 12.0m -]
7
10,0m -]
7 i i i L
Fief : RS70423030 _ka i ey ok ‘lf* A
Batch : 0810797136 8.0m iy yﬁ%ﬁ%@%ﬁ%ﬁ@% il
8 pef; RE70M23030 S
Batch : 0510797136 T
9 Ref:RS7O312100 s
Batch : 0810797134 5L
10 0,0~
Ref : RS7O0312100 1 ! | i ! | 1 I i 1 1 1
Eatih : 0510797134 00:00 00:20 0040 01:00 0L:20 0140 0200 0220 0240 0300 020 0340
11 Ref: RE70312100
Batch : 0810797134
12 pef: pS70312100
Batch : 0810797134
13 R
Batch
s B |
| |
15 Ref: RS70312100
Batch ; 0810797134 F T
16 pef ; RS70312100 Mal 330 MaM  Mah e
: -0 | i i i i i i | | | | |
SRR 780 Mah Mab o Pan 00:00 00:20 O0:40 0100 01:20 0140 0200 02:20 0240 0R00 0320 03140 04:00
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NI TestStand : Exemples de réalisations

r_’."ﬂ TestStand Operator Interface

File Execute Debug Configure Tools Help

Banc validation et
caractérisation de
composants RF

7]

Sequence File |

RFTS TestStand Operator Interface

MESULCG 2005

Project: | Synthe ~ Test Class: 60_Synthesizer - | [ TestUUTz ]
[ E n VI ro n n e m e nt . Sekup: | Synthe_B0_Main.seq v | [ Single Pass 5;::,;;?:;9 e
| a bo ratoi re Sequence: | Suynthe_B0_Main_Characterization v |
Step Description Flow Properties Comment
. [ Loop Temp Jze default value ; Temp=25.000"C [TS5+]
° | t t t Set Temp RFTS_PROJCorm_T°_Setting.vi Skip. Pre Expressi...
nS ru me n a Ion [ LoopStr PS Loop on "PowerSupply'' from list of 3 strings [TS+]
t d 't' ” b . @ Data PowerSupply Play data from 20 table, 11 channels, gave [T5+]
ra I IO n ne e, eSOI n @ BrowseData Browse data from ‘D ata PowerSupply’ [T5+]
ye agng s SetVoItage RFTS_SYMTHE_Power_supplies_modification. i Fre Expression, P...
d I nte rCh a n g ea b I | Ite fiad Set EnvAepontText  Locals EnvReponT ext = [Locals EnvReport T emperature == "'
[ LoopStr Mode Loop on "Mode' from list of 2 stings [T5+]
@ Data Mode Play data from 2D table, 4 channels, slave [TS+]
4 3 1rit DUT RFTS_SYMTHE_EO_O1_lnitwi Pre Expression
+ Datab tat A
a a ase resu a S E KMWCO Call KWCO in < Cument Filex
@ Spurious Call Spurious in < Current File> Precondition
M yS Q L ﬁ, LoopMext Gota LoopStr Mode', next Index Post Actioh [T5+]
‘@I LoopHext Goto 'LoopStr PS', next Index Post Action [TS+]
ﬁ, LoopMext Gaoto 'Loop Temp', nest ndex Past Action [T5+]
<End Group:
Sequence Description:
071105 | 5. Bertrand ; Creation version &

|J=er: adminiztrator Mo Tests Selected Mumber of Tests: 15

todel: Sequentialtodel Seg

NiDays
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Editeur de séquences

Création

Edition

Gestion
Exécution

Mise au point
Déploiement
Personnalisation

Fd TestStand - Sequence Editor [

Edit]

M=

File  Edit

Wiew Execute Debug Configure

=t - =T e |z)c>.|=§ b o m|S=

Source Control  Tools  Wwindow  Help

=kl 2 B ebvew

“’@Insertion Palette v 3 X
Step Types -3
8|4 S B 2w
El@ Tests )

T8 Prase/Fail Test
ﬂ Murneric: Limit T est
483 Multiple Numeric Limit

""" 3 stingValue Test

5 Action

| Sequence Call

Statement
Label

I eszage Popup
e Call Executable

] Property Loader

@

@ Computer Motherboard Test Sequence....

-lonaldaakas-ben® n

L
b3

Sequences » 1 [ Steps MainSequence
Sequence C Step Dezcription Settings
& iMainSequence 5 = Setup [2]
SequenceFileload 53 Simulation Dislog Action, Cornputer Sequence Simul...
CPU Teat 48 Tum v acuum Table On Action, Yacuum On.vi
CPU Diagrastics: <Erd Group:
Main [18)
L ﬁ Powerup Test Pass/Fail Test, Powerup Testwi
F8 Audio Test Numeric Limit Test, 0<=wx<=11,T...
2 0f {Powerup Test} Result. PassF al
?U CPU Test Call CPU Test in <Current File>
4S ROM Test PassFail Test, ROM Test.vi
8 RAM Test Pazs/Fail Test, Rt Testvi
- 45 video Test Mumeric Limit Test, 0<x<10,%id...
ﬁ Keypboard Test Mumeric Limit Test, «= 5, Keyboar... M

Steps: MainSequence L_ “anables

[i] 1l | [i]

g FTP Files

-3 Flow Control
#-F Gunchronizatinn M

Im | (2]

Templates H

-~
—

+ 3 Steps

+ O3 Variables

+ 3 Sequences
<frag Tempiafe Herar

S Step Settings for Powerup Test

Froperties ﬁ Module |Data Source

Powerup Testwi

Parameter Mame Type InfOut | Default
PoweFai Boolean in O
Result Boolean ot

+ emor out Container out

C:\Pragram Files\N ational InstrurmentshT estStand 4. 05ExampleshDematLabyl B Compu

Yalue

Locals. PowerF ail

Step.Result. PazsFai

Step Result Eror

v (@)@ =

[ Show ¥ Front Panel 'when Called

PowerFail

<M o'l description present:

u'@Imﬂallion [% Windows

&® Step Settings l\'_ﬁ Ouitput ]

Uzer: administrator

|M0del: SequentialModel Seq

|1 Step Selected [0] Murnber of Steps: 21

NiDays

Conférence mondials
de Finstrumentation virtuelle

ni.com/fr
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Mise au point de sequences

Outils de déverminage :

» Trace d'exécution

Point d'arrét

Sonde sur variable

Messages d’exécution (output window)

Mode pas a pas : b 4 W G=(=Cs=| ) 1 m

" ni.comlfr VNA'"ONAL
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Modeles de processus

Séquentiel par Lot Parallele

R

Fapan

INSTRUMENTS
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En standard dans NI TestStand

* (estion des utilisateurs (avec profils)

* |dentification de I'Objet Sous Test (en anglais : UUT )

» (Génération automatique d'un rapport (trace d’exécution)
 Sauvegarde des résultats en base de données

* Qutils de branchement et de synchronisation

* Qutils de chargement de conditions de tests

* Pilotage d'instruments VI

* Traitement des erreurs

« Exemples d'interface opérateur (avec code source)

" ni.com/fr VNA'"ONAL
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I
Nouvelles fonctionnalités TestStand 4.2

* Integration simplifiée avec langages script
Déploiement amélioré des fichiers LabVIEW
Validation des modules de code LabVIEW

Support de Visual Studio 2008

Détection de fuite mémoire pour LabWindows™/CVI
» Amélioration des rapports de performance

» Affinité processeur pour performance du multi-coeur
* Support des attributs pour les propriétés d'objet

€ ¢ "1 ni.coml/fr VNATIONAL
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Produits partenaires

Test Program Set Wizard a
Distributed Data Manage compuer fechn

Display & Video Test 2 A° koiawank
Boundary Scan Slamague ..n_ CACI tN's JFTWA RE
Switch Management ready EVER VIGILANT ey

Configuration Management ~ [Wlesvieg~
Requirements Management  [fT7Y | —
Functional Test Systems o A

/% V1 ENGINEER 4
r g . IAye rn aTechnalogies VALUE » I N TS
Statistical Analysis e oo
Semiconductor

Characterization Analysis [Jiglg "2t ectuoios: - R
PAf 'l:q’ : ® iy 1C

Et plus... microLEX SOLUTIONS
.' systems Ns v Bringing Innovation to Test & Measurement

Tha Test Selution People
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Ressources

* Sur ni.com:
» Présentation TestStand : www.ni.com/teststand

» Produits partenaires : www.ni.com/teststand/partner.htm
> “NI TestStand Advanced Architecture Series”

* Sur mesulog.fr :

> NIDays 2006 : TestStand et LabVIEW, une association idéale pour l'automatisation de vos tests
> NIDays 2008 : Batir un projet sous TestStand : Architectures et méthodologies

» NIDays 2009 : NI TestStand et LabVIEW valident les commutateurs RF chez Radiall

> NIDays 2009 : Guide de programmation avancee NI TestStand - conseils et recommandations
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QUESTIONS ?
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